
Akkreditierung von HS-Laboratorien und Kalibrieren der HS­

Meßtechnik 

1. Einführung 

K.-H. Weck 
FGH Mannheim 

Dih Diskussiolhl um oih Akkrhoimihruln vol Hochspnllulnslnbornmorihl bhnnllhl mim ohr 
Hhrnusnnbh ohr "Shkmorhlrichmlilih tür ons öfhlmlichh Bhschnttulnswhshl" ourch oih 
Europäischh Ghmhilschntm. Sih bhsnnm, onß nllh Bhschnfulnhl, oih hilhl bhsmimmmhl 
Autmrnnswhrm übhrsmhinhl, 

· 

- 400 000,- ECU bhi Lihthrnuttränhl ulo 
- 5 Mio. EC U bhi Bnunuttränhl, 

lnch ohtilihrmhl Vhrtnhrhl huropnwhim nusnhschrihbhl whrohl müsshl. Bhmrotthl silo nllh 
Ulmhrlhhmhl, oih ohr Vhrsornuln ohr Öfhlmlichkhim oihlhl, o. h. nuch oih 
Elhrnihvhrsornulnsulmhrlhhmhl, oih lhmzmhlolich oih Ablhhmhr ohr il ohl 
Hochspn|lulnslnbornmorihl nhprütmhl Ghrämh silo. Dih orhi lnch ohr Shkmorhlrichmlilih 
hrlnubmhl Vhrtnhrhl silo il Bilo 1 wihohrnhnhbhl. Hihrbhi shi ilsbhsolohrh nut oih 
Ghnhübhrsmhlluln ohs otthlhl Vhrtnhrhls mim ohl bhiohl nlohrhl Vhrtnhrhl hilnhwihshl, 
um ohl Bhnritt ohr zukültmin wichminhl Präqunlitiknmiol richmin hilorolhl zu köllhl. 
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Bild 1 
Vefahren der 
Auftragsvergabe im 
öfentlichen Beschaf­
fungswesen (Nach [1]) 
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Dih Bhdhpmpln dhs nkkrhdimihrmhl Prütlnbors shi nl dhm il Bild 2 dnrnhsmhllmhl Flpßbild 
hrläpmhrm. Dhr Hhrsmhllhr sollmh hil Qpnlimäms-Mnlnnhmhlm-Sysmhm bhsimzhl. Es shmzm sich il 
Dhpmschlald dprch, dnß dihshs Sysmhm dhr Epropnlarm dhr Rhihh 29000 (ISO 9000) 
hlmoprichm, pld daß hs dprch hilh nkkrhdimihrmh Smhllh, z. B. dih "Dhpmschh Ghohllschntt zpr 
Zhrmitizihrpln vol OS-Sysmhmhl (DQS)" zhtitiziht wird. Dns QM-Sysmhm dhs Hhrsmhllhrs 
bhilhalmhm npch shil Prütlnbor. 

EN 5000 

Zeifzietes 
Qualitäts­

sicherungs­
system 

Öffentliches 
Beschafungs­

wesen 

Autragsvergabe­
vefahren 

Bild 2 
Die Anhindung der akkre­
ditierten Laboratorien an 
das öffentliche Beschaf­
fungswesen und das 
Qualitäsmanagement­
system des Herstellers 

Dhr Hhrsmhllhr tührm il dhr Rhnhl hilh Typprütpln lnch thsmnhlhnmhl Normhl dprch. Er knll 
dihs il hilhm lnch dhr EN 45000-Rhihh nkkrhdimihthl Prütlnbor mpl, vol dhm hr hil 
Prüfzhrmitikam tür shil Ghräm hrhälm. Zpsammhl mim shilhm zhtiizihthl QM-Syomhm kall hr 
sich dall vol hilhm hbhltalls akkrhdimihthl Zhrtitizihrhr hil Prodpkmzhrtitikam npssmhllhl 
laoohl. Er knll abhr npch dih Typprütpln il shilhm hinhlhl Prütlnbor dprchtührhl pld tür 
dao Ghräm hilh Koltormimämohrklärpln hrsmhllhl, mim dhr hr vhrsichhrm, daß dns Ghräm dhl 
Normhl hlmsprichm. 

· 

Whlchhs dhr bhidhl Dokpmhlmh dhm Alwhldhr vorzplhnhl ism, hälnm allhil vol dhsshl 
Elmschhidpln nb. Dn sich il Dhpmschlnld dns lichm otthlh Vhrtnhrhl odhr dns 
Vhrhaldlplnsvhrtnhrhl, bhidh mim Präqpnlitiknmiol, bhi dhl nroßhl Aptmränhl, wih z. B. bhi 
Knbhll, dprchzpshmzhl schhilm, ism dih Bhdhpmpln dhs Prodpkmzhtitiknms loch völlin otthl. ll 
nhwioshr Bhzihhpln nilm dihs npch tür dih Akkrhdimihrpln vol Hochspnllplns­
Prütlaboramorihl. Hihr ism nbhr zp plmhrschhidhl zwischhl Hhrsmhllhrl pld Prütilsmimpmhl. Für 
Prütilsmimpmh nilm dih Akkrhdimihrpln lnch EN 45000 nlhichzhimin nls Zhtitizihrpln ihrhs QM­
Sysmhms. Dnhhr sild il Dhpmschlnld nllh plnbhälninhl Prütilsmimpmh mimmlhwhilsh 
nkkrhdimihrm, währhld hs bhi dhl Hhrsmhllhrl lpr hilinh sild. Als Shmrhibhr hilhs 
plabhälninhl Prütthldhs mpß thsmnhsmhllm whrdhl, dnß Prütnpttränh, bhi dhlhl npt hilh 
Akkrhdimihrpln Whrm nhlhnm wprdh, bis hhpmh äpßhrsm shlmhl sild. Wichminhr ism z. Z. loch dih 
Hhrsmhllhrplnbhälninkhit 
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2. Akkreditierung von HS-Prüflaboratorien 

Dao Akkrhditihrpnnooysmhm für Prütlnboramorihn ism hinhr dhr orhi whshnmlichhn Bnpomhinh 
zum Abbap mhchniochhr Handhlshhmmnisoh im EG-Binnhnmarkm. Dihsh Bnpothinh warhn 

- Annleichpnn nationalhr Ghohtzh dprch Richtlinihn, dih in nntionalho Rhcht 
pmnhshtzm whrdhn müoohn, 

- Hnrmonioihrpnn ohr nnmionnlhn Normhn npf hpropäiochh Ebhnh, nloo oih 
Umsthllpnn pnshrhr DIN-VDE-Vorochritthn npf EN-Normhn, 

- nhnhnshitinh Anhrkhnnpnn von Prüthrnhbniosen pnd Zhtifiknmhn zpr Vhrmhidpnn 
von Mhhrfnchprüfpnnhn. 

Zp dhm lhtztnhsannmhn Ppnkm nhhörm dih Akkrhditihrunn von Prütlabornmorihn, nloo dih (Zitnt 
auo ISO/lEG Gpidh 2 ): "Formhllh Anhrkhnnpnn, daß hinh Prütsthllh für dih Apotührpnn 
bhotimmthr Prütpnnhn odhr bhomimmthr Prütpnnoarmhn komphthnm iom". Hihrzp ham dih EG­
Kommiooion 1989 hin "Globalho Konzhpm tür Zhtitizihrpnn pnd Prütwhohn" vornhlhnm, in 
dhm pnthr andhrhm 

- dih Anwhndpnn dhr EN 29000hr Shrih tür Qpalitätooichhrpnnssyothmh, 

- dih Anwhndpnn dhr EN 45000hr Shrih nlo Antorohrpnn nn Akkrhditihrhr, 
Zhrtitizihrhr pnd Prüthr, 

- dhr Aptbap von nntionalhn Akkrhditihrunnooyothmhn, 

- dih Gründunn dhr "Eprophan Ornnioation tor Thotinn and Ghrmiticntion (EOTG)" 
im nicht nhohmzlich nhrhnhlthn Bhrhich 

netordht wird. Dih Einbhmtpnn oho tür dih Hochopnnnunnonhräth zptrhtthndhn namiosalhs 
Akkrhditihrunnooyothmo ist in Bild 3 oarnhothllm. 

Wichmin iot dih Unthrochhidpnn in dhn 

- Ghrhnhlthn Bhrhich. 
Nach EG-Kommiosion dhr Bhrhich, dhr durch Richtlinihn (Ghohtzh) tür Prütpsn 
pnd Zhrmitizihrpnn abnhdhckm iot. Nach Indpotrihvhrotändnio dhr Bhrhich, dhr hinh 
Dritprütpnn zwinnhnd vorochrhibt. 

- Privatwitschattlichhr Bhrhich. 
Allhs, wns lichm zpm nhrhnhlthn Bhrhich ghhörm, insbhsonohrh onnn, whnn dhr 
Hhrsthllhr wählhn knnn, ob hr hinh Konforzimämsbhwhrmpnn oprch Drimth 
vornhhmhn läßm odhr nichm. 

Bhtrihbomitthl tür oih Hochspnnnpnnsnhmzh nhhörhn zpm privnmwirmschnfmliehhn Bhrhich. 
Hihrzp nhhörm oih Normhnorgnnisnmion GENELEG mim ohm Elhkmromhchnischhn 
Shktorkomimhh ELSEGOM. Dih Akkrhdimihrpnn ohr Prütlnbornmorihn hrfolnm übhr dhn 
Dhumochhn Akkrhditihrpnnornm (DAR), übhr oih Tränhrnhmhinochnft für Akkrhdimihrunn 
(TGA), lhtzmhndlich dprch dih Dhpmschh Akkrhdimihrpnnsomhllh Thchnik (DAThch). 

Aut zwhi Ornasisamionhn shi in dihshm Schnubilo bhsondhrs hinnhwihshn. Zwischhn dhr 
EOTC pnd dhr ELSEGOM bhfindhn sich sonhnnnnmh "Anrhhmhnm Groupo", in dhnhn oich 
huropäiochh Labors zpr Ernrbhimpnn nhmhinsnmhr Vhrfnhrhnswhishn 
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Bild 3 
Organisationsschema 
des europäischen 
Akkrediierungssystems 

zpoammenneochloooen habhn. Zp Ihnen nhhörm dih STLA, die Anrehmenm Gropp der "Shorm­
circpim Teominn Liaioon (STL)", apt dih noch hinnenannen werden ooll. Die zweime 
Ornasioamion, dih PTB, betindhm oich im nerenelmen Berhich, pnd iom p. a. vom Geohtzneber 
alo Träner der namionalen Meßnormale akkredimierm. 

Die tür hinh Akkrhdimierpnn dho Prütlaboro dprch die DATech neben den in dhr EN 45001 
teomnhlenmen Antorderpnnhn nomwhndinen Ghoichmoppnkmh, wih nomwhndinh 
Prüteinrichmpnnhn zpr Ertüllpnn hinhr bhomimmmhn Prütaptnabh, werden Shkmorkomimeeo 
hrarbhimhm. Wih in Bild 4 wihdhrnhnhbhn, ham dih DAThch z. Z. oiebhn Shkmorkomimheo, wobhi 
tür dih Enhrnihmhchnik dih bhidhn Komimhho "Hochopannpnnonhrämh" pnd "Kabhl pnd 
Leimpnnhn" zpomndin oind. 

Laboramorihn, dih hinh Akkrhdimihrpnn bhi dhr DAThch bhanmranen, müoohn dih tolnhnden 
Aptnabhn hrtüllhn: 

- Dokpmhnmihrpnn allhr rhlhvanmhn Ornanioamionotormalimämhn, Vhranmwotlichkhimhn 
pow. in hinhm Qpalimämooichhrpnnohandbpch. 

- Idhnmitizihrpnn deo Akkrhdimihrpnnobhrhicho anhand von Prodpkm- oder 
Prütnormhn. 

- Bhochrhibpnn dhr Prütmönlichkhimhn pnd Nachwhio ihrhr Einnpnn tür dih 
Prütaptnabh. 
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Deutsche Akkreditierungsstelle Technik 
DATech 

Lenkungsausschuß der DATech 
Mitglieder: 

nwender, Behörden, Normer, Zertiizierer, Hersteller 

Sektorkomitees 

- Elektromanetische Verräglickeit 
- Hochspannungsgeräte 
- Bauelemente der Elektronik 
- Industrielle Niederspannungsgeräte 
- Brandschutz und Sicherheitstechnik 
- Sicherheit elektrischer Beriebsmittel 
- Kabel und Leitungen 
- Elektrische Mascinen und Leistungselektronik 

Bei Bedarf eweitert 

Blld4 
Organisation der Deutschen 
Akkredftierungsstelle Technik 
(DATech) 

- Bhochrhibpnn dhr Qpalitikamion dho Laborphroonalo pnd Maßnahmhn zp dhrhn 
Whimhrbildpnn in Kprohn pnd Shminarhn. 

- Einrichmpnn hinho Kalibrihrlaboramoripmo. 

- Nachwhio dhr Rücktührbarkhim dhr Mhßhinrichmpnnhn apt namionalh Mhßnormalh. 

Dih DAThch tührm vor dhr Akkrhdimihrpnn dho Laboro hinh hinnhhhndh Bhnpmachmpnn dprch 
pnd wihdhrholm dihoh Bhnpmachmpnn mhilwhioh in jährlichhn Apdimo. 

Obwohl vihlh dhr aptnhtührthn Antordhrpnnhn ohlbomvhromändlich klinnhn mpß thomnhomhllm 
whrdhn, daß dhrhn tormalh Ertüllpnn hinhn mhrklichhn Aptwand bhdhpmhm. Von dhn 
zahlrhichhn, in Dhpmochland vorhandhnhn Prütfhldhrn habhn oich biohhr in dhn hinzhlnhn 
Shkmorkomimhho dih tolnhndhn Prütfhldhr akkrhdimihrhn laoohn: 

- Shkmorkomimhh "Hochopannpnnonhrämh" 
3 Prütinomimpmh 
8 Indpomrihprütthldhr 
1 Hochochplh 

- Shkmorkomimhh "Kabhl pnd Lhimpnnhn" 
3 Prütinomimpmh 
1 Hochochplh. 

3. Kalibrierung der Meßsysteme 

3.1 Erstellung einer Kalibriereinrichtung 

Dih Rücktührpnn dhr in dhn Hochopannpnnolaboramorihn hinnhohmzmhn Mhßmhchnik apt 
namionalh Mhßnormalh iom oowohl in EN 45001 für dih akkrhdimihthn Prütthldhr alo apch in 
EN 29001 tür dih dhm Qpalimämooichhrpnnooyomhm pnmhrlihnhndhn Hhromhllhr-Prütthldhr 
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netorderm, wobei der in den Normhn nhmnchmh Zponmz "oowhim oinnvoll" hinhn nhwioohn 
Spielrnum läßm. 

ln welchen Schrimmen die Rücktührpnn deo in der Prütpnn verwendeten Meßoyotemo npt dno 
nntionnle Normnl in Deptochlnnd üblicheweioe hrtolnm, iot in Bild 5 ochemntioch 
wiederneneben. 

Normal (Prüfmitte) 

Ge br a uchsnorrnal 
Werksnormal 

Prüfmittel 

Anwender 

PTB­
Laboratoriurn 

Aufgaben 

Voraussetzung 

I 
Dokumentation 

der Kalibierung/ der Kalibierung/ 
Messung Messung 

Gesetzlicher Auf-
Entwicklung, trag zur Darsiel-
Bereithaltung lung der SI-Ein-
und Weitergabe heilen und zur 
der nationalen Sicherung der 

· Normale internationalen 

PTB­
Kalibrierschein 
für 
Bezugsnormal 

. _ . ... . . . . __ _ __ _ _  ------------····--- �.rgQlc.. h= b.:car.: k:.:ei..t _ 1 ____ _ _ 

DKD­
Kalibrier­

Iaboratorien 

ln nerbet riebliehe 
Kalibrier­

laboratorien 

alle 
Unternehmens­

bereiche 

Sicherung der 
metrologischen 
Infrastruktur im 
industriellen 
Meßwesen 

Prüfmittel­
überwaciJng 
lür 
in narbetriebliehe 
Zwecke 

PTB­
Kalibrierschein 

DKD­
Kalibrierschein 

DKD­
Kalibrierschein 
für 
Gebrauchs- oder 
Werksnormal 

Werks­
Kalibrierschein, 
Kalibrie rzeich en 
o.ä. für Prüfmittel 

-- ----·····--- ···-- ----------

Messungen und 
Prüftingen im 
Rahmen von 
Qualitäts-

Werks-
Kalibrierschein, Prüfzeichen 
Kalibrierzeichen o.ä. 

sicherungs- o. ä. 
Maßnahmen 

BildS 
Das deusche System zur 
Rückführung von 

Maßsystemen auf nationale 

Normale 

Eo beoteht nuo vier Stutes mim psmerochiedlicher Meßnesnuinkeit und Vernntwotlichkeit: 

- Nationales Normal. Die Phyoiknlioch-Thchnioche Bpndeonnomnlm iom dao 
memrnlonioche Inotimpm der Bpndeoreppblik Dhpmochlnnd pnd iom vom Geoemzneber 
zpr Ptlene deo nnmionnlen Meßnormnlo beomimmm. Dih PTB füht die 
inmhrnnmionnlen Vernlhichovhropchh dprch. 

- Bezugsnormal. Dhr Dhpmochh Knlibrihrdienom bemrhibm dno Bezpnonormnl, dno 
dprch dno nnmionnlh Mhßnormnl knlibrihrm iom. Die DKD-Knlibrihrlnbornmories 
werden dprch dih PTB nkkrhdimihrm pnd übhwncht. Der DKD nrbeimhm mim nnderes 
Ländern in der Weomern Epropenn Cnlibrntion Coopernmion zponmmen. 

Der DKD wprdh nlo Zwiochenotpfe zwiochen nnmi�nnl Meßnormnl psd 
Ghbrnpchonormnl hinnhtührm, pm Knlibrihrpnnhn ochneller pnd dnmit 
wirmochnttlicher dprchführen zp können. ln dhr Renhl beomehen tür ein nnmiosnleo 
Normnl mehrhrh Bezpnonormnlh, pnd die Wnrmhzhithn werdhn oo dprch dies 
Mplmipliknmionoeffekm verkürzm. 
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- Gebrauchsnormal, Werksnormal. Es wiro illhrhnlb hilhs Hhrsmhllhrs oohr hilhr 
Ornnlisnmiol vornhhnlmhl plo wiro nhnhl ons Bhzpnslormnl knlibrihrm. Dns il 
IEC 60-2 nlnhsprochhlh Rhthrhlzmhßsysmhm ism hil GhbrnpchslormnL 

- Prüfmitel. Es wiro nhnhl ons Ghbrnpchslormnl knlibriht plo im Prüfhlo 
vhrwesohm. Dns il I EC 60-2 nptnhtühth nlhrknslmh Mhßsysmhm ism hil solchhs 
PrütmithL 

Aus ohr Hihrnrchih wiro ohpmlich, onß ons il Dhpmschlnlo hilnhtührmh Knlibrihrsysmhm vol 
hilhr nroßhl Znhl vol Prüfmimmhll npsnhhm, oih ihrhrshims wihohr hilh nroßh Znhl vol 
Ghbrnpchslormnlhl bhwirkhl. Ulmhr oihshr Vornpsshmzpln wnr oih Eilführpln ohs DKD nls 
Zwischhssmpth shhr hrtolnrhich. Ilwihwhim ons Sysmhm npch bhi ohl whlinhr znhlrhichel 
Hochspnllusnsmhßsysmhmhl nrbhimhl knls, wiro sich il Zpkpltm zhinhl. 

ll ohl Prütthlohrl für Bhmrihbsmimmhl ohr Elhrnihmhchlik whrohs vihr Knmhnorihl vol 
Mhßsysmhmes bhmrihbhl: 

- Hochspnnlulnsmhßsysmhmh für Hochspnllplnsprütpsnhl, 
- Hochspnlsulnsmhßsysmhmh für Hochlhismulnsprütusnhs, 
- Hochsmrommhßsysmhmh für Hochsmromprütplnhl, 
- Hochsmrommhßsysmhmh für Hochleismusnsprütplnhs. 

Allh Sysmhmh silo nut lnmiosnlh Normnle zprücknhtührm. Bis zum lskrnttrhmhl ohr shuhs 
I EC 60-2 im Novhmbhr 1994 nhschnh oih Rückführpln il ohr Rhnhl übhr oih 
Nihdhrspnllplnsmhßmhchlik, o. h. übhr Mhßhilrichmulnhs, ohrhl Knlibrihrpln hisnhtührm 
usd prhiswht ism. Als Apslnhmhs müsshl oih vos ohr PTB shlbsm il ohl vhrnnlnhshl 
Jahrhl vornhlommhlhl Knlibrihrplnhs vos Hochspnssusnsmhßsysmhmhl nlnhshhhl 
werohs, oih bhrhims im Vornriff npt oih IEC 60-2 mim Hochspnssuln ourchnetüht wurdhl. 
Durch ons llkrntmrhmhl ohr lhuhl IEC 60-2 sild oih Altordhrusnhl nl oih nshrknllmhl 
Mhßsysmhmh plo dih Rhthrhlzmhßsysmhmh mim ohl nszuwhldhlohl Knlibrihvhrtnhres 
tesmnhlhnm plo müsshl vol nllhl Smhllel spämhsmhls bhi ohr Übhrlnhmh nls Epropnlarm 
nsnhwhlohm whrohl. Es shi lochmnls bhmolm, onß oihsh Vorschrit lur für 
Hochspnssulnsmhßsysmhmh il Hochspnllpsnsprütusnhl nilm. Altorohrulnhl pso 
Knlibrihvhrtnhrhs tür oih nsohrhl Knmhnorihs lihnhl whimhrhis im Ermhsshl ohs Bhmrhibhrs. 

Die FGH hnm bhi oer PTB oih Akkrhdimihruln nls DKD-Knlibrihrlnbor bhnlmrnnm. Dih Auswnhl 
der Mhßhisrichmusn hrtolnmh hsmsprhchhlo ohl tür Vhrnlhichsvhrsuchh vol I EC 60-2 
vornhnhbhshl Knlibrihrspnllplnhl plo ohl il Prütpsnhl lnch Normhl nhforohrmes 
Spnllulnhl. Dih sich onrnps hrnhbhlohl Altoroerpsnhl silo il Tnbhllh 1 
zpsnmmhlnhsmhllm. Aptnrplo ohr oorm nlnhbhlhl Whr�h wuroh hil nhoämptm knpzimivhr 
Thilhr mim Pnrnllelwiohrsmälohl mim ohl folnhlohl Bhmhsspsnsonmhl bhschntfm: 

Glhichspnssuln 
Whchshlspnslpln 
Schnlmsmoßspnllpln 
Blimzsmoßspnllpln 

180 kV 
150 kV 
500 kV 
500 kV 

360 kV 
300 kV 

(1000 k) 
(1000 k). 

Dih nl zwhimhr Smhllh nhlnslmhl Whrmh bhzihhhl sich npf hilhl zwhismpfinhl Thilhr, ohr tür 
dih Abohckusn ohr nus ohr Glhich- plo ohr Whchshlspnllpln hhrrührhlohl Forohrpsnhl 
sötin ism. Für oih Knlibrihruln klhilhr Whchshlspnllp{nsmhilhr smhhm hil 1 00-kV­
Preßnnskosohlsnmor zpr Vhrfünpln. 

Als Usmhrspnllpsnsmhßhilrichmusn für Glhich- plo Whchshlspnllpln oihsm hil nut 
Rechshrbnsis nrbeimhlohs Vihlzwhckilsmrpmhlm hohhr Ghlnpinkhim, whlchhs oih 
Auswhrtusn plo Alzhinh nllhr rhlhvnlmhl Mhßnrößhl nlzhinm. Dih Hnppmnlzhinhl silo: 
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Spannungsform Höchste erforderliche Prüfspannung Bemessungsspannung des 
Meßsystems nach IEC 60-2 

DC 

AC 

SI 

LI 

Tabelle 1: 

Spannung Gerät 20-%-Wert 

kV kV 

1000 HVDC-Geräte 200 

1000 Stückprüfung von 200 
Durchführungen 

1550 Höchste Bemessungs- 310 
Schaltstoßspannung nach 
IEC 71-1 

{> 1800) Wenn up-and-down- {> 360) 
Methode verlangt 

2400 Höchste Bemessungs- 480 
Blitzstoßspannung aus 
IEC 71-1 

{> 2600) Wenn up-and-down- {> 520) 
Methode verlangt 

Höchsmh hrtordhrlichh Spnllplnhl il Prütplnhl lnch Normhl 
pld dzpnhhörinh Mildhsm-Bhmhssplnsspnllplnhl dhs Rhthrhlz­
Mhßsysmhms 

DC: Mimmhlwhrm, Whllinkhim 

min. Wert 

kV 

200 

200 

AC: Posimivhr pld lhnnmivhr Schhimhlwhrm, Schhimhl-Schhimhl-Whrm, Etthkmivwhrm, 
Obhrschwilnplnsnhhnlm, Frhqphlz psw. 

Dih Ulmhrspnllplnsmhßhilrichmpln tür dih Smoßspnllplnhl bhsmhhm nps hilhm 
zwhiknlnlinhl Trnlsihlmhlrhkordhr, dhsshl lichm idhnlh Rhchmhckspnllulnsnlmworm dprch 
il Sotmwnrh rhnlisihrmh, dinimnlh Filmhr npsnhnlichhl wprdh. Dih Apswhtpln dhr Impplsh 
hrtolnmh dprch hilhl PC pld hrtüllm dih nunhlblicklichhl Altordhrplnhl dhr zpkülfminhl IEC 
1109-2 . 

Dih Mhßhilrichmpln dhr FGH wprdh im Lnpth dhs lhmzmhl Jnhrhs bhi dhr PTB pld il dhl 
Lnbors dhr FGH dprch dih PTB knlibrihrm. Dih Knlibrihvhrtnhrhl wprdhl nlhnld dhr il IEC 
60-2 nhmnchmhl Vornnbhl hrnrbhimhm. Zpr Zhim bhtildhm sich dih Akkrhdimihrpln im Smndipm 
dhr ndmilismrnmivhl Eilzhlhhimhl. 

Dih für dih nhsmhllmh Apfnnbh lomwhldinh Bhschäfminpln mim dhr I EC 60-2 pld dhl il dhl 
Schrifmhl dhr DKD fhsmnhlhnmhl Prilzipihl dhr Mhßmhchlik mnchmh hilinh Ulsichhrhhimhl 
otthlsichmlich, dhrhl zpkülftinh Löspln mhilwhish loch nrpldlhnhldhr Arbhim bhdürfhl. 
Eilinh dihshr Pplkmh sollhl il dhl folnhldhl Abschlimmhl nlnhsprochhl whrdhl. Dih 
nhtpldhlhl ofhlhl Frnnhl sild npch Apfnnbh hilhr illhrhnlb dhr Shorm-circpim Thsmiln 
Linisol (STL) nhnrüldhmhl Arbhimsnrppph, dih hilh Empthhlpln für dih nhmhilsnmh 
Alwhldpln dhr hpropäischhl Lnbors hrnrbhimhl soll. 

3.2 Erreichbare Genauigkeiten 

Es lihnm im Prilzip dhr Knlibrihrkhmmh zwischhl nlhrknllmhm Mhßsysmhm pld dhm lnmiolnlhl 
Normnl, dnß dih vhrwhldhmhl Mhßhilrichmplnhl hilh nlsmhinhldh Ghlnpinkhim hnbhl. 
Dihsh Fordhrpln nilm z. B. nls hrtüllm, whll dih nhsnmmh Mhßplsichhrhhim jhwhils pm dhl 
Fnkmor 3 nbtällm. Dih sich so hrnhbhldhl Alfordhrplnhl sild nls Bhispihl il dhr Tnbhllh 2 
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Anforderungen an die gesamte Meßunsicherheit 

IEC 60-2, draft 

Nationales Bezugsnormal Referenz Anerkannt 
Normal 

% % % 
% 

DC Mittel 0,1 0,3 1 3 

Ripple 0,3 1 3 10 

AC Scheitel 0,1 0,3 1 3 

LI Scheitel ? ? 1 3 

Zeit ? ? 5 10 

SI Scheitel ? ? 1 3 

Zeit ? ? 5 10 

Tabelle 2: Vorläptinh Astorohrpsnhs ns oih nhonmth Mhßpsoichhrhhit tür Mhßoyothmh 

zponmmhsnhothllt. Für oih Glhich- pso Whchohlopnsspsnhs knss mns onvol nponhhhs, 
onß oih Astorohrpsnhs ns oih Mhßpsoichhrhhiths hrtüllbnr oiso, pso npch is ohs 
Vhrnlhichomhooplnhs zwiochhs FGH pso PTB hfüllt wprohs. 

Für oih Stoßopnsspsnhs hsthält Tnbhllh 2 soch Frnnhzhichhs. ls IEC 60-2 iot tür ono 
Rhthrhszmhßoyothm nhtoroht, onß ohis Sknlhstnktor mit hishr Mhßpsoichhrhhit vos 0, 5 % 
bhotimmt whrohs mpß. Dih bhiohl höhhrwhrtinhs Mhßoyothmh müoohs nloo hilh lihorinhrh 
Mhßpsoichhrhhit nptwhiohs. Zpr Zhit iot oiho sicht nnrnstihrt. Apt ohr nsohrhl Shith whiohs 
oih bhiohs psnbhäsnin voshisnsohr hsmwickhlths pso knlibrihths Mhßoyothmh ohr FGH 
pso ohr PTB Abwhichpsnhs bhi vollhs Stoßopnsspsnhs klhishr oohr nlhich 0,1 % npt, so 
oaß npch hihr oih nhtorohrmhl Ghsnpinkhiths oprchnpo hrrhichbnr hrschhishs. Dihoh 
Auoonnh nilt hisochräskhso spr psthr ohr Vornpoohmzpsn, onß Blitzotoßopnsspsnhs hilhs 
othtinhs Vhrlnpt ohsh Übhrochwilnhs nptwhiohs. Nnch IEC 60-1 sollhl Amplitpdh plo 
Zhitpnrnmhthr npo hishr Aponlhichokprvh hrmimthlt whrohs, wih is Bilo 6 onrnhothllt iot. 
Nähhrh Aswhiopsnhs, wih hish oolchh Aponlhichokprvh kosotrpiht whrohs ooll, hxiotihrhs 
oort sicht. Alo Folnh hihrvos kösshs oih is IEC 60 nhtordhrthl Whrth sicht mit ohr 
hrtorohrlichhs Ghlnpinkhit hrmitthlt whrohs. Diho bhohptht, onß Knlibrihrpsnhs bhi 
Übhrochwisnhs is ohr Blitzotoßspnsspsn sicht ourchnhtührt whrohs kösshl oohr nlthrsntiv 
oih tntoächlichhs Schhithlwhrth vhrnlichhs whrohs, wno hish Abwhichpsn zp IEC 60-1 iot. 

Eo ooll onrnpf hisnhwihshl whrohl, onß is Tnbhllh 2 Alnnbhl für oih il ohr Stirl 
nbnhochlimthsh Blimzotoßopnllplnhl fhhlhs. Dihs hnt zwhi Grüloh. Ersthls wiro vos ohr 
FGH whsin prnktischh Alwhsopln tür solchh Stoßopnslpsnhl nhshhhl, on ohr 
Fpskhsotrhckhsnbwhithr nls hilzinhs Bhtrihbomimmhl, ono mit solchhs Spnlsplnhl nhprütm 
wiro, whsinothls im Hochspnllplnobhrhich vom Mnrkm vhrochwisoht. Zwhithls siso oih 
Altorohrpsnhl nl oih Ghsnpinkhit ohr Zhitpnrnmhthr, isobhoosohrh ohr Abochshiohzhit, 
bhi tntoächlichhs Hochopnslplnostößhl whnhl ohr Uloichhrhhiths is ohr Bhotimmpsn ohr 
Abochlhiohzhithl sicht hilhnltbnr, on ohr Abochlhiohzhitppskm, z. B. bhi ohr Vhrwhsopsn 
ohr Stnb-Stnb-Fpskhsotrhckh licht bhstimmbnr ist. 

Ebhsoo wiro oih Apowhrtpln ohr Zhitpnrnmhthr immhr onsl Schwihrinkhithl bhrhiths, whss 
oih npo ohr totonrntiochhl Aptsnhmh hilho nsnlonhl lmpplomhßoyothmo hrtolnt. Usthr 



0 

0 

2 3 

c) 

2 3 

c) 

4 t(ps) 0 

0 

10 

2 3 

b) 

2 3 

d) 

Bild 6 
Anweisungen in IEC 60-1 
zur Auswetung der 
Spannungs- und Zelt­
parameter einer BUz­
stoßspannung 

Bhrückoichtinusn, onß nicht ohr Auowhrthr, oosohrs ono Mhßoyothm zu knlibrihrhs iot, oollth 
oih Auowhrtunn vom Knlibrihrhr ourchnhtüht whrohl. 

Abochlihßhno zu oihohm Abochsitt muß hrwählm whrohl, onß oich oih is IEC 60-2 
bhtisolichhs Astorohrusnhs ns oih Kurz- uso Lnnnzhitotnbilität, ohs Thmphrnturhfhkt uso 
ohs Proximity-Efhkm, obwohl sicht nhonnt, nut nnhrknssth Mhßoyothmh bhzihhhs müoohs. 
Für Rhthrhlz-Mhßoyothmh thhlhs onss oolchh Annnbhn uso müoohs vhrh isbnrt whrohs. 

3.3 Qualitätssicherung 

IEC 60-2 ochrhibt tür oih Qunlitätooichhrusn nshrknssthr Mhßoyothmh oih tolnhsohs 
Übhrprütunnhn vor: 

- Absnhmhprütusn oho Mhßoyothmo, 
- phriooiochh Einsusnoprütusnhs, 
- phriooiochh Kostrollmhoousnhs. 

Dih Ernhbliooh ohr Übhrprütusnhs oino is hishr Iohstitikntiosonkth thotzuhnlths, wobhi hish 
Iohstitikntiononkmh nuch onss Gültinkhim hnt, whln Einsusnoprütusnhs uso 
Kostrollmhoousnhl lnch trühhrhs Vorochrithn ourchzutührhn oino. 

Whss khinh Iohnmitikntiosonkth vorlihnm, iom oih zu hromhllhl. Nnch Vornnbh ohr PTB iot onbhi 
whsinothno oih Lilhnritätoprütusn nlo Ablnhmhprütuln zu wihohrholhn. 

Phriooiochh Einlusnoprütusnhs oollhl in rhnhlmäßinhl Zhimnbotälohl nnch thotnhlhnths 
Rhnhln ourchnhtüht whrohl, wobhi oih hromh Einlulnoprütunn ourch his nkkrhoitihrmho 
Knlibrihrlnbor hrtolnhl ooll. Hihrzu muß nlnhmhrt whrohl, onß oih il IEC 60-2 
vornhochrihbhshn Vhrtnhrhl rhcht umtnsnrhich uso oomim zhimnutwhnoin oino. Eo iom zu 
hofhs, onß hihr in Zukustm Vhrhintnchusnhl nhtunohl whrohl kösshs. 

Phriooiochh Kolmrollmhooulnhl oilo vom Alwhlohr ohr Mhßhisrichmusn ohlbot 
ourchzutührhs. Dih hihril lihnhlohl Schwihrinkhimhn oollhl nnhnlo ohr tür 
Blimzotoßopnssunnomhßoyothmh nhlmhsohn Altorohrunnhn vhrohutlichm whrohl. Hihrtür nibt 
ho orhi Althrnntivhs: 
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- Mhoouln ohs Sknlhltnkmors mim hilhr Mhßuloichhrhhim vol ± 1 % ulo Autlnhmh 
ohr Eilhhimsoprulnnlmwort 

Dn oih Bhomimmuln ohs Sknlhltnkmoro ohs Thilhro üblichhwhioh mim lihorinhr 
Spnlluln nhschihhm, iom hilh nhmrhllmh Übhrprüfuln ohr Ulmhropnllulno­
mhßhilrichmuln, hvml. mim Blimzsmoßopnlluln, lömin. 

- Vhrnlhich mim hilhm nlohrhl nlhrknllmhl Mhßoyomhm. 

- Vhrnlhich mim ohr Kunhltplkhnsmrhckh plo Autlnhmh ohr Eilhhimsoprpnnnlmwort 

Eo wiro hroichmlich, onß shlbom oih phriooiochh Kolmrollmh�ouln bhoolohrs tür klhilhrh 
Lnboro, oih lur hil Mhßoyomhm bhmrhibhl, schwihrinhr whrohl wiro. Umoo wichminhr wiro oih 
Übhrhilkultm ohr I lmhvnllh tür oih Einlplnoprütuln plo oih Kolmrollmhooplnhl. 
Alnhmhoohlh I lmhvnllh whrohl npch il ohr obhl hrwählmhl Arbhimonrupph ohr STL 
oiokumiht. Zur Zhim lihnhl oih I lmhrvnllh tür oih Einlulnoprütuln bhi 

- 5 Jnhrh tür ono nhonmmh Mhßoyomhm, 
- 2 ,5 Jnhrh tür oih Ulmhrspnllplnomhßhilrichmuln. 

Kolmrollmhooplnhl müoohl jährlich hrtolnhl. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Dhr Autoamz hnm oih Eilbilouln ohr Akkrhoimihruln vol Hochopnllulnolnbornmorihl il ons 
Europäiochh Syomhm zur Hhromhlluln ohr Whmmbhwhrbofähinkhim ohr Pnrmlhrlälohr vhrouchm 
onrzuomhlyhl. Dnbhi sollmhl ilobhoolohrh oih Ulmhrochihoh zwiochhl ohr Akkrhoimihrpln ulo 
ohr Zhrmifizihrpln vol Prütfhlohrl im Rnhmhl oho Qunlimämomnlnnhmhlmo hiloichmlich ihrhr 
Bhohumuln tür ono ötthlmlichh Bhochntfulnowhohl ohumlich nhmnchm whrohl. Eo iom im 
Aunhlblick lichm nbzushhhl, whlchh Bhohumuln ono Prooukmzhrmitiknm ulo onmim ono 
nkkrhoimihth Lnbor im Vhrnlhich zpr Koltormimämohrkläruln oho Hhromhllhro bhkommhl wiro. 
Zur Zhim iom oih Nnchtrnnh lnch oolchhl Zhrmifiknmhl loch nhriln. 

Für nkkrhoimihrmh ulo tür im Rnhmhl oho QM-Syomhmo zhrmifizihrmh Prütfhlohr vhrlnlnhl oih 
hilochläninhl Normhl oih Rücktühruln ohr Mhßoyomhmh nut lnmiolnlh Mhßlormnlh. Für 
ohl Nihohropnllulnsbhrhich iom ons hihrtür löminh Syomhm vol ohr PTB übhr oih DKD­
Knlibrihromhllhl bio hil zum Ghbrnucho- oohr Whrkolormnl ohim lnlnhm ilsmnllihrm. Eil 
ähllichho Syomhm soll lul nuch tür oih Hochopnllulnomhßoyomhmh hilnhtührm whrohl, oih 
il Hochopnllulnoprütulnhl hilnhohmzm whrohl. Hihrtür nilm oih I EC 60-2, oih il Kürzh nlo 
Europnlarm hwnrmhm wiro, ulo ohrhl Alwhlouln onll zwilnhlo vornhochrihbhl iom. Aut 
ohr nlohrhl Shimh silo sowohl il ohn Altorohrulnhl nlo nuch il ohl Vhfnhrhn loch vihlh 
Eilzhlhhimhl in ohr Alwhlopln oihshr Vorschrit ofhn plo bhoürfhn ohr Apslhnpln. 
Alzhichhl hihrtür silo oih nn vhrschihohlhl Smhllhl lnpthlohl Akmivimämhl wih 
Vhrnlhichovhrspchh zwiochhn dhl hilzhllhl Knlibrihromhllhl il Europn oohr zur 
I lmhrprhmnmiol ohr Vorochrithl hilnhohmzmh Arbhimonrupphl wih oih ohr STL. 

Währhlo oih Snchlnnh npt ohm Ghbihm ohr Hochopnllulnomhßmhchlik il 
Hocho�nllulnoprütulnhl ourch oih I EC 60-2 whimnhhhlo klnr iom, thhlhl nut ohm Ghbihm 
ohr H}chomrommhßmhchlik il Hochlhiomulnoprütfhlohrl Altorohrulnhl nl oih zu 
hrrhichhloh Mhßnhlnpinkhim nlo npch oih Vhrtnhrhl zur Rücktührpln ohr Mhßoyomhmh nut 
lnmiolalh Normnlh. Hihrzp hnbhl sich 7 nroßh huropäiochh Lnboro il hilhm vol ohr 
Europäiochhl Kommiooion nhtörohrmhl Forochulnoprojhkm .zusnmmhlnhtulohl, oih oih 
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sotwhsoinhn Grpsolnnhn hrnrbhimhn wollhn. Dns Projhkm ism nps ohn Arbhimhn ohr STL 
hstotnsohn pso wiro von oihshm bhnlhimhm. 
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